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FTM-ProVis Professional

Software zur Schichtdickenmessung im Prozess

FTM-ProVis Professional basiert auf unserem FTM-ProVis Lite Softwarepaket und wurde zur
Dickenmessung von diUnnen transparenten Schichten mit unseren TranSpec Systemen speziell
fUr die Anforderungen in der Prozess-Messtechnik erweitert.

So unterstUtzt die Software zum Beispiel ein- und dreiachsige Traversen zur koordinaten-
gesteuerten Messung des Dickenprofils, zum Beispiel auf Beschichtungsanlagen. Gleichzeitig
kénnen dabei die gemessene Schichtdicke und umfangreiche Statusinformationen auf
digitalen und analogen Schnittstellen ausgegeben werden, wodurch eine direkte Prozess-
kontrolle méglich wird.

A

File Parameter Measurement View Help

. a m
F5 % Foled Bc 3 9
Dark Current Reference Film Thickness Spectrum | Stop Measurement
Tl Film Thickness Evaluation of Layer1 o |[@ [ || Tal Film Thickness Trend of Layer1 [ofe/=s nt-Time:[250

il a4 HEES 0O nilev ¢ EHEamne nversge: [0 v on

Accumul. 0

Recorder [

D ‘I Intensity 03%

100 “ \‘ |

YR
FEI i
1y | \‘

TIYT
M
Vil

Fast - Thread -

()

8 131
z 100 ms.
Dark Current | available
Reference | available
Film Thickness

Help
Evaluation... | Single Layer 1

Physical Thickness [um]

FFT Signal

‘Spectrometer is stand-by

0123456 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 20
Physical Thickness [um]

Analog Out

Layer 1 2.472 Volt

6
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Number of Points Upper Limit=9.000 status 25 Volt
Last Value=7.481 | Mn=6.556 | Max=9.381 | Average=7.725 | StdDev=0.6503 Layer 2
04.07.2008 16:50:05-804:874 |1=10.0 A=1 DCC=1 N=RFL|X-FIXED | Y-FIXED | 256 04.07.2008 16:49:28-838:444 : 0.00:00:32-839 | 1=10.0 A=1 DCC=1 N=RFL|X-AUTO | Y-FIXED 25 Staws | 00VoE
FTM-ProVis Professional is ready for commands. For help, press F1 B Spectrometer is connected |2 Traverse error! |@Parameter File: Test.para

Beispielhafte Fensteranordnung in FTM-ProVis Professional 6.1

FTM-ProVis Professional verwendet einen sperziell entwickelten Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Algorithmus  zur Bestimmung der Schichtdicke aus Interferenzspekiren von dunnen,
fransparenten Schichten. Das Schichtdickenergebnis wird in Echizeit berechnet, in
verschiedenen Online-Grafiken dargestellt und kann wdéhrend des Messablaufs in eine
Textdatei gespeichert oder optional als analoger Spannungswert ausgegeben werden.

Technische Sperzifikationen auf der néchsten Seite »
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FTM-ProVis Professional Software - Technische Daten
Januar 2026, bezogen auf Version 6.1, alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten

Hardware- und Softwarevoraussetzung

e Standard PC/Laptop mit Windows 10

e Bildschirm mit wenigstens Full-HD, eine héhere Auflésung wird empfohlen

e TranSpec Prozess-Spektrometer mit integrierter Halogenlampe oder Deuterium-/Halogenlampe

Allgemeine Beschreibung

Multi-Threaded MDI-Applikation

Automatische Dokument-Registrierung "drag-and-drop" der FTM-ProVis Professional Dokumentdateien
Minimaler Ressourcen- und Speicherbedarf

Vollstandig in Visual C++ unter Verwendung der "Microsoft Foundation Classes" (MFC) programmiert
BerUcksichtigung des Microsofts "Application Design Guides": Symbolleiste, Statuszeile, Online-Hilfe
UnterstUtzt Windows Skalierung und Multi-Monitor Benutzung

AusfUhrliches, in Farbe gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch und als PDF

Hinweis: nur in Englisch erhéiltlich!

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren TranSpec Schichtdicken-Messgerdten und der FTM-ProVis Professional Software grundsdtzlich messbare
Schichtdickenbereich betrdgt circa 0.2-120 Mikrometer, hangt aber wesentlich vom Spektralbereich und der
spektralen Auflésung des verwendeten Spekirometermoduls ab. Daneben bestimmen noch andere Faktoren den
tatséchlich messbaren Schichtdickenbereich, wie etwa der Brechungsindex und dessen Dispersion, sowie der aktuell
gewdhlte spekirale Auswertebereich des Interferenzspektrums.

Hochgenaues und schnelles Auswerteverfahren, auch fir Doppelschichten

Auswertung der Interferenz Uber eine sperzielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)

Laufzeitoptimierter Algorithmus, die Auswertezeit pro Spektrum ist deutlich unter einer Millisekunde
Neues Verfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Pecaklage (Schichtdicke)

Frei wahlbarer spektraler Auswertebereich im Interferenzspekfrum

BerUcksichtigung von Brechungsindex und Dispersion (Cauchy Dispersionskorrektur)

Wdahlbarer FFT-Auswertebereich zur simultanen Bestimmung der Dicke von Doppelschichten

Vielfaltige Moglichkeiten zur Messung und Visualisierung der Schichtdicke

e Unterstifzung von dreiachsigen Traversieranlagen fir koordinatengesteuerte, vollautomatische Messung von
rechteckigen Schichtdickenprofilen mit bis zu 300 x 300 Messpunkten

UnterstUtzung von einachsigen Traversen fUr kontinuierliche Dickenmessung in Querrichtung zur Maschine
UnterstUtzung von mehrkanaligen Lichtleiter-Multiplexer oder echtem TranSpec 2-Kanal Spektrometer
Digitale Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken-GrenzwertUberschreitung auf 8-fach TTL
Analoge Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken als 0-10 Volt auf 4-fach Analogschnittstelle
Manuell oder vollautomatisch getriggerte Messabldufe mdglich, Trigger-Signal Uber Zeit, extern TTL oder Traverse
Echtzeit-Darstellung der Interferenz- und FFT-Spekiren wdhrend der Messung

Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als Trend- und Balkengrafik

Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als 3D-Profilgrafik

Speichert wéhrend des Messablaufs bis zu 100.000 Schichtdickenwerte in eine Textdatei

Speichert bis zu 100.000 Spekiren als Spektren-Rekorderdatei fir nachtrégliche (“offline”) Auswertung
Speichern und Laden von Parameterdateien fir Messabldufe und Auswertung, auch Passwortgeschitzt
Schneller Zugriff auf zuletzt benutze Parameter- und Spektren-Rekorderdateien

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingetragenes Warenzeichen des Ing.-BUros fur Angewandte Spekirometrie,
Dipl.-lng. (FH) Thomas Fuchs. Alle sonstigen Produktnamen sind moglicherweise Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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